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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl sont
numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI
incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple,
les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement
la publication de base, la publication de base incorporant
l'amendement 1, et la publication de base incorporant les

Numbering

As from the 1st January 1997 all IEC publications are issued
with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including
amendments are available. For example, edition numbers 1.0,
1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the
base publication incorporating amendment 1 and the base
publication incorporating amendments 1 and 2.

amendements [Fet2:
Validité de |a présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est constam-
ment revu paf la CEl afin qu'il refléte P'état actuel de la
technique.

Des renseignefnents relatifs a la date de reconfirmation de la
publication sopt disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignemnents relatifs a ces révisions, a I'établissemen
des éditions [évisées et aux amendements peuvent “étre
obtenus aupré$ des Comités nationaux de la CEl et day

documents ci-dessous:

. Bulletil'l de la CEI

® Annuajre de la CEIl
Accés ¢n ligne*
1

e Catalogue des publications de la CE
Publié gnnuelleme is Vi guilié

(Accésl|en ligne)*

En ce qui co
reportera a B
International (\

Pour les sym
signes d'usa

under cons-
tent reflects

e of the reconfimrtion of the
EC Central Office|

ents mray be obtained from |IEC Natignal Commit-
d\from the following IEC sources:

1EC Bulletin

IEC Yearbook
On-line access*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred tol IEC 60050:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are ‘referred tg publications

consultéra la

électrotechnique, la CEl

60417: Symboles graphigues
utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles, et la CEl 60617: Symboles graphiques
pour schémas.

Publications de la CEl établies
par le méme comité d’études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin de
cette publication, qui énumerent les publications de la CEIl
préparées par le comité d'études qui a établi la présente
publication.

* Voir adresse «web site» sur la page de titre.

IEC 60027: [efter symbols fo be used in electrical technology,
IEC 60417: Graphical symbols for use on equipment. Index,
survey and compilation of the single sheets and |IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

IEC Publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the 1IEC publications issued by the techni-
cal committee which has prepared the present publication.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESEAUX DE RESISTANCES FIXES A COUCHES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
PREMIERE PARTIE: SPECIFICATION GENERIQUE

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ol sont

représentés tous les Comités nationaux s'intéressant 3 ces questions,

exp
sur

2) Ces
agrid

3) Dan
voeI
le texte de la recommandation de la CEI,
natjonales le permettent. &

CEI
étr

La prés

Condensfteurs et résis

Le text

Pour de
mention

Le nuﬁé

e indiquée en termes clai

bnte norme a été établie

b de cette nprme

<::> Régte\des ;}x\§>is Rapport de vote
NS
0(BC)653 40(BC)675

nseignements, consulter le rapport de vote corre
ableau ci-dessus.

ro’ QC qui™figure sur la page de couverture de la présente publi

le numé

ro.de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la quali

nal

gnt

ime le

ionales
Hitions
h de la
bssible,

|spondant

cation est
té des

composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED FILM RESISTOR NETWORKS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 1: GENERIC SPECIFICATION

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt
withg

2) They| have the form of recommendations for internationg
accepted by the National Committees in that sénse.

y are

3) In ofrder to promote international unification, tk ] \ the
wish| that all National Committees should adop
recommendation for their national rules in s9 as Rationa itions
will| permit. Any divergence between the IF
corresponding national rules should, as
indijcated in the latter.

This st
Capacit

Committee No. 40:

The tex i e following documents:

<::> \25:%Q£Efgi:5;)e Report on Voting

40(CO 653 40(C0O)675

Further
the tab

be found in the relevant Report on Voting indicated in

The QC |number th appears on the front cover of this publication is
the spegcification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).
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RESEAUX DE RESISTANCES FIXES A COUCHES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
PREMIERE PARTIE: SPECIFICATION GENERIQUE

SECTION UN - DOMAINE D'APFLICATION

Domaine d'application

intermédiaires et particuliéres
de savoir-faire des réseaux de

on et l'agy
3 couches.

%ixes a

des
ions
ément

n leur
au

Cou \\A\\:iij:> 1) Couche épaisse
2) Couche mince

NS Y%

<:: poSdnts \rapportés 0) Aucun
: 1) Tous les types de dispositif

résistifs

Encapsulation du circuit 0) Sans
1) Enrobé
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FIXED FILM RESISTOR NETWORKS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 1l: GENERIC SPECIFICATION

SECTION ONE - SCOPE

1. Scope

This standard is applicable to fixed film etworks %or use in

electronic equipment.
It establishes standard terms, inspectd edures\ and methods of

test for use in sectional and deta or Qualification

cording to thgir
own in Table I |below:

Fil§> \s 1) Thick film
(\ 2) Thin film

dded mponents 0) None
<<:: \SI\\ 1) All types of resistive devicgs.

S
Circuit encapsulation 0) None

1) Embedded
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SECTION DEUX - GENERALITES

Documents de référence

Publications de la CEI:

Publication 27-1 (1971):

PN

Symboles littéraux i utiliser en
électrotechnique.
Premiére partie 1: Généralités.

Publication 50: Vocabulaire électrotechnique international
(V.E.I.)

Publication 62 (1974): Codes pour le marquage des résistances et
des condensateurs.

Puplication 63 (1963): Séries de valeurs norma istances
et condensateurs.
Modification No.
Modification No.

Puplication 68: de

Publication 68-1 (1988): uide.

Publication 68-2-1 (1974):

68-2-1A (1976):

Puplication

Puplication ai €Ca: Essai continu de chaleur |humide.
Modification No. 1 (1984%)

Publicat{g;:% ssai Fc et guide: Vibrations (sinysoidales).
Modification No. 2 (1985)

Puplication Essai M: Basse pression atmosphérique.

Pub Essai N: Variations de température.

Publ 0 (1979): Essai T: Soudure.

Publication~68-2-21 (1983): Essai U: Robustesse des sorties et |des

1 dispositifs de fixation.

Publication 68-2-27 (1987): Essai Ea et guide: Chocs

Publication 68-2-30 (1969): Essai Db: Essai cyclique de chaleur humide
(cycle de 12 + 12 heures).

Publication 68-2-45 (1980): Essai XA et guide: Immersion dans les solvants

Guide 102 (1989):

de nettoyage.

Composants électroniques. Structure des spé-

cifications pour l'assurance de la

qualité

(Homologation et agrément de savoir-faire).
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2. General
2.1 Related documents

IEC Publications:

Publication 27-1 (1971):

Publication 50:

Publication 68:

blication 63 (1963):

Publication 68-1 (1988):

Publication 68-2-1 (1974):

68-2-1A

68-2-

Pyblication

Publicat§;:>%

Py
Py
Py

Py

(1976):

Pyblication 68-2-2 (1974):

(1916

11 -

SECTION TWO - GENERAL

Letter Symbols to be Used in Electrical
Technology: Part l: General.

International Electrotechnical Vocabulary
(IEV)

acitors.

Preferred Number Series Re§i rs and
Capacitors.
Amendment No. 1 (
Amendment No.

res.

: Daﬁp Heat, Steady State.
1 (1984)

est Fc and guidance: Vibration (sinusoidal).
Amendment No. 2 (1985)

Test M: Low Air Pressure.

Test N: Change of Temperature.

20 (1979): Test T: Soldering.
blication68-2-21 (1983): Test U: Robustness of Terminations|and
’ Integral Mounting Devices.
Publication 68-2-27 (1987): Test Ea and guidance: Shock
Publication 68-2-30 (1969): Test Db: Damp heat, Cyclic
(12 + 12-hour Cycle).
Publication 68-2-45 (1980): Test XA and Guidance: Immersion in Cleaning

Guide 102 (1989):

Solvants.

Electronic Components. Specification
Structures for Quality Assessment.
(Qualification approval and capability
approval).
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2.

2.

2

2.

1

Publication 191-2

Publication

Publication 294 (1969):

Publication 410 (1973):

Publication 440 (1973):

Publication 617:

Publication 717 (1981):

Py

Py

Py

Ng
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(1966): Dimensions.

195 (1965): Méthode pour la mesure du bruit produit en

charge par les résistances fixes.

Mesure des dimensions d'un composant cylin-
drique ayant deux sorties axiales.

Plans et régles d'échantillonnage pour les
contrdles par attributs.

Méthode de mesure de la non-linéarité des
résistances.

Symboles graphiques pour schémas.

Méthode pour la détermination de 1l'encombre-

rmes de 1'IS0:

Ng

Ng

Nd

rme ISO 3 (1973

rme ISO 497 (19

blication 748-20 (1988):
blication QC 001001 (1986):

blication QC 001002 (1986

rme ISSi:EbO :
unités.

ymboles et terminologie

ment des condensateurs et résistan¢es i
sorties unilatérales.
.ycuits
intégrés
bsants

d'assurance
roniques

I normaux.

ombres
s valeurs
us arrondies de nombres normaux.

Unités SI et recommandations pour }'emploi
de leurs multiples et de certaines|autres

ences ci-dessus s'appliquent aux derniéres €ditions
wf la Publication 68 de la CEI pour laquelle ]l'édition
en référence doit étre utilisée.

Généralités

Autant que possible, les unités, les symboles graphiques, les symboles

littéraux et
suivantes:

ISO 1000
CEI 27
CEI 617
CEI 50

1

la terminologie doivent étre choisis dans les publications

Les autres unités et symboles ou termes nécessaires doivent en étre
établis conformément aux principes des documents cités ci-dessus.
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2

2.

.2

2.

1

-13 -
Publication 191-2 (1966): Dimensions.
Publication 195 (1965): Method of Measurement of Current Noise
Generated in fixed Resistors.
Publication 294 (1969): Measurement of the Dimensions of a Cylindri-
cal Component having Two Axial Terminations.
Publication 410 (1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection
by Attributes.
Publication 440 (1973): Method of Measurement of Non-linearity in
Resistors.
Publication 617: Graphical symbols for diagrams.
Publication 717 (1981): Space
's with
Pyblication 748-20 (1988): grated
Circuits.
Pyblication QC 001001 (1986): ssment
ECQ).
Pyblication QC 001002 (1986 S ty
temPNor Electronic C¢mponents
ISO publications
I§0 3 (1973): rrd Numbers - Series of Preférred
Numbers.
IS0 497 (1973 e  to the Choice of Series of Preferred
bers and of Series Containing m¢re Rounded
alues of Preferred Numbers.
I3 SI Units and Recommendations for the Use of
their Multiples and of Certain Othe¢r Units.
ab references apply to the current editions, ¢xcept for
Rublication 68 for which the referenced edition fust be
Units ~dymbols and terminology
General

Units, graphical symbols,
whenever possible be taken from the following publications:

IS0 1000
IEC 27
IEC 617
IEC 50

letter symbols and terminology shall,

When further items are required they shall be derived in accordance

with the principles of the documents listed above.
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2.2.8

2.2.9
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Type

Ensemble de composants de conception identique et dont la similitude
des techniques de fabrication permet de les regrouper soit en vue de
procéder 3 une homologation, soit dans le cadre d'un contrble de 1la
conformité de qualité.

Ils font généralement 1l'objet d'une seule spécification particuliére.

Note. -Des composants décrits dans plusieurs spécifications particu-
liéres peuvent, dans certains cas, étre considérés comme appar-
tenant 3 un méme type et par conséquent étre regroupés pour

1'homologation et le contrble de la conformité de qualité.

Modéle

Subdivision d'un type, établie généralement i éres
dimensionnels.
Un modéle peut comporter plusieurs variantes, >ordre

mécanique.

Classe

Terme servant a préciser les caractéristigue
concernant l'application proje

durée.

générales compglémentaires
applications |de longue

e). Il ne

Les chiffre 3 é alificatif

ec roniques)

&1 ctronlques presentant une proprlete physique

posants d'une méme famille dont les technologig¢s de

e résistances fixes

Réseau dans lequel plusieurs éléments résistifs sont physiquement
inséparables, de sorte que, en termes de spécifications, essais,
commerce et maintenance, il est considéré comme indivisible.

PN

Réseau hybride 3 couches

Réseau & couches sur lequel au moins un composant, encapsulé ou non,
a été rapporté.

Réseau hybride & couches passif

Réseau hybride a couches dont tous les éléments sont passifs.
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2.

2.

2.

2.

.2,

2

3

Type

A group of components having similar design features and the similarity
of whose manufacturing techniques enables them to be grouped together
either for qualification approval or for quality conformance
inspection.

They are generally covered by a single detail specification.
Note. —-Components described in several detail specifications may, in
some cases, be considered as belonging to the same type and may

therefore be grouped together for qualification approval and
quality conformance inspection.

Style

A sub-division of a type, generally based on dim ional fackors.

A style may include several variants, generall

ecdhan gal order.

Grade

A term to indicate additional general
intended application e.g.

concerping the

more words

numerals.

r techno-

ally in-
Sociated, so that, in terms of specifications, tlests, trade

aintenance, it is considered as indivisible.

Film hybrid network

A film network on which at least one component, encapsulated or unen-
capsulated, has been mounted.

Passive film hybrid network

A film hybrid network in which all elements are passive.
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2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

2.2.17

2.2.18
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Substrat

Partie de matériau servant de base 3 des éléments de circuit & couches
et/ou 3 des composants rapportés.

Réseau multicouches

Réseau avec plus d'un niveau de couches d'interconnexion, séparé par au
moins une couche isolante ou un intervalle.

Elément passif

Elément de base de résistance, de capacité ou d'inductance ou d'une
combinaison de celles-ci dans une fonction de circuit.

— Note. -Exemples: régj ltres,

pistes d'interconnexion.

Réseau & couches minces

Réseau & couches dont les couches sont d S iéfement par
des techniques de dépbdts sous vide, so 2 i de dépdt

Réseau 3 couches épaisses

Réseau a couches dont ; alement déposéeg par des
techniques de sérigra

Résistance nominale

u réseau a

aquelle la tension nominale est 4gale i 1la
voir paragraphes 2.2.17 et 2.2.28)]

iante de 70 °C, la tension maximale qui peut étre
ornes d'une résistance est soit la tension ndgminale cal-
égistance est inférieure a3 la résistance critique, soit
himite nominale si la résistance est égale ou supérieure 3
: anege critique. A des températures autres que 70 °CJ on doit
ir compte de la tension limite nominale et de la courbe de réduction

PN

ssipation pour le calcul de la tension 3 appliquer.

Plage des températures de catégorie

Plage des températures ambiantes pour laquelle le réseau de résistances
a été congu en vue d'un fonctionnement permanent; cette plage est
définie par les températures extrémes de la catégorie appropriée.

Température maximale de catégorie

Température ambiante maximale pour laquelle un réseau de résistances a

été congu en vue d'un fonctionnement permanent 3 la fraction de la
dissipation nominale indiquée dans la dissipation de catégorie.
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2.2.10 Substrate

A piece of material forming a supporting base for film circuit elements
and/or added components.

2.2.11 Multilayer f£ilm network

A network of more than one layer of film interconnection, separated by
at least one insulating film or gap.

2.2.12 Passive element

An element primarily contributing resistance, capacitance or inductance
or a combination of these to a circuit function.

Note., -Examples are resistors, ¢ s, inter-
connecting tracks.
2.2.13 Thin-film network
A film network whose films are formed eit{ acuum de-
position techniques or by vacuum deposi then
thickened by other deposition techniqd
2.2.14 Thick-film network
A film network whose films a ting
techniques.
2.2.15 Rated resistance
The resistan value network
2.2.16
the limit-
°C the maximum voltage whicl} may be
e terminations of a resistor is either the|calculated
A the resistance is less than the critical r¢sistance,
imiting element voltage if the resistance is equal fo or
the critical resistance. At temperatures other|than 70 °C,
hall be taken of the derating curve and the limitingg element
in the calculation of the voltage to be applied.

2.2.17 Category temperature range

The range of ambient temperatures for which the resistor network is
designed to operate continuously; this is defined by the temperature
limits of its appropriate category.

2.2.18 Upper category temperature

The maximum ambient temperature for which a resistor network has been
designed to operate continuously at that portion of the rated dissipa-
tion which is indicated in the category dissipation.
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2.2.20

2.2.21

2.2.22

2.2.23

2.2.24

2.2.25

2.2.26

2.2.27
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Température minimale de catégorie

Température ambiante minimale pour laquelle un réseau de résistances a

été congu en vue d'un fonctionnement permanent.

Température maximale de surface

Pour un type de réseau de résistances, température maximale admissible

a la surface de tout réseau de résistances de ce type en fonctionnement

permanent a3 la dissipation nominale du réseau 3 une température ambian-

te de 70 °C.

Dissipation nominale d'un élément résistif

Dissipation maximale admissible qu'un élément résistif peut dissiper de
— facon permanente 3 la température ambiante de 70 °(C

Dissipation nominale du réseau

Dissipation maximale admissible que le réseau

dissiper de fagon permanente & la tempérafure

Dissipation de catégorie

Fraction de la dissipation nomin inie avec |précision

dans la spécification particulié 2 la températfjure

maximale de catégorie, 2 be de réduction prescrite

dans la spécificatio

Note. ~La dissipation de

Tension nomimale (Ugr)

Tension
élément
la résg

ace de la tension alternatiye de chaque
partir de la racine carrée du produit de

a dissipation nominale de 1'élément.

Note. apces de forte valeur, la tension nominale

pas étre applicable du fait de la technologi¢ de

i des dimensions de la résistance (voir|paragraphe

f&n\d'i olement (applicable uniquement aux réseaux de résistances

de créte maximale qui peut &tre appliquée de fagon permanente
entre 1l'une quelconque des sorties du réseau de résistancesTet toute

surface de fixation conductrice.

Réseau de résistances isolé

Réseau de résistances satisfaisant aux exigences des essais de tension
de tenue et de résistance d'isolement et aux exigences de l'essai con-
tinu de chaleur humide avec application d'une tension de polarisation
lorsqu'elle est montée sur une plaque métallique.

Résistance d'isolement

A 1'étude.


https://iecnorm.com/api/?name=62ba703e4e00d4886bd72ffbc81579f2

1045-1 © IEC

2.2.19

2.2.20

2.2.21

2.2.22

2.2.23

2.2.24

2.2.25

2.2.26

2.2.27
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Lower category temperature

The minimum ambient temperature at which a resistor network
designed to operate continuously.

Maximum surface temperature

The maximum temperature permitted on the surface for any res
network of that ‘type when operated continuously at rated net
dissipation at an ambient temperature of 70 °C.

Rated resistor element dissipation

The maximum allowable dissipation which a resistor element i

has been

istor
work

s capable

of dissipating in continuous operation at the ambient temperature of

70 °C

Rated network dissipation

The maximum allowable dissipation which the_re
of dissipating in continuous operation at
70 °C.

Category dissipation

A fraction of the rated networ
detail specification,
taking account of th
specification.

ctly defined
category tempe

Note. -The category difssi

=

Rated voltage

e“0f the size and the construction of the
clause 2.2.28).

is capable
lature of

in the
rature,
1

of each resistive element cglculated

and the

t be appli-
resistor

works)

us opera-
d any

c¢onducting mounting surface.

Insulated resistor network

A resistor network which fulfils the voltage proof and insulation

resistance test requirements and the damp heat steady state
a polarizing voltage applied when mounted on a metal plate.

Insulation resistance

Under consideration.

test with
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2.2.28.1
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Variation de résistance en fonction de la température

La variation de résistance en fonction de la température s'exprime soit
sous forme d'une "caractéristique résistance-température”, soit sous
forme d'un "coefficient de température" tels que définis ci-aprés:

Caractéristique résistance-température

Variation maximale réversible de résistance qui se produit sur une
gamme donnée de température 3 1l'intérieur de la plage des températures
de catégorie. Elle doit s'exprimer en pourcentage de la valeur de
résistance & la température de référence de 20 °C.

PO P . R N
Caractéristique résistance-température= E—’ ou:
AR est la variation de la résistance lorsque la température ambiante

z s s 2

R est la valeur de la résistance a la températu

Rapport de la variation de résistance sur¥ena pmpératures
données 3 la variation de température ient
moyen). Il doit étre exprimé de préfér émes plar degré
Celsius (1076/°C).

Ry - Ry

A =
R; x A6

ou:

AO est la différence
ture de réfé

grés Celsius, entre lal tempéra-
ambiantes spécifiées (pour les

nt >2 la linéarité de cette caractérlistique.

ijelle résistance/température

e température donnée, entre les caractéristiques
ature de deux résistances spécifiées dans méme

ARL _
R1

>
~
H
(@]
~

]
~
—
o
o

AR2
100 x Rz) (%)

A (R.T.C.) = caractéristique différentielle résistance/température
exprimée en %, entre deux résistances spécifiées.

Rl et R2 = valeurs des deux résistances 3 la température
ambiante de référence (normalement 20 °C).

ARl et AR2 = variations de valeurs de résistances, entre une tempé-
rature ambiante donnée et la température ambiante de
référence. Cette température ambiante donnée doit étre
comprise dans la gamme de température de catégorie.
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2.2.28

2.2.28.1

2.2.28.2

2.2.29

—temperatures:

Variation of resistance with temperature

Variation of resistance with temperature can be expressed either as

temperature characteristic or as temperature coefficient as defined
below:

Temperature characteristic of resistance

The maximum reversible variation of resistance produced over a given
temperature range within the category temperatures. It is normally
expressed as a percentage of the resistance related to a reference
temperature of 20 °C.

s s : AR
Temperature characteristic of resistance = R’ where:

AR is the change in resistance between the two specified ambient

R is the resistance value at the refergnce température

Temperature coefficient of resistance (a)

The relative variation of resistance betwee given mpefratures
(mean coefficient), divided by the di temperature| producing

it. It shall preferably be express lion pefr °C
(1076/°C).

where:

A8 (for calculation s 0.4) is the algebraic diffe-

rence, in deg i L reference temperature [and
the specifié

Note. -It/ s { use of the term does not implly any
<::§e ree o ine Por this function, nor should any| be

Diffefén jal\resistange/temperature characteristic

fexense at a given temperature, between the resistande/
ch teristics of any two specified resistors ofl the same
a given temperature range.

_ 100 x 282y (g)

1
T Fay

A(R.T.C.)

[
~
—
(=]
o
»

where:

A(R.T.C.) = the differential resistance/temperature characteristic
between the two specified resistors expressed in %.

Rl and R2 = the resistance values of each of the two resistors at
the reference ambient temperature (normally 20 °C).

ARl and AR2 = the change in resistance between a given ambient tem-
perature and the reference ambient temperature. This
given ambient temperature shall be within the category
temperature range.
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2.2.31

2.2.32

2.2.33

2.2.34
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Coefficient de température différentiel

Différence entre les coefficients de température, 3 une température
ambiante donnée, de deux résistances spécifiées a 1'intérieur d'un méme
réseau, dans une gamme de température donnée.

Exemple de calcul:

10 ARl _ AR2

A(a) = 20 * TRl R

ou:

Ala) = coefficient de température différentiel, exprimé en
10'6/°C, entre les deux résistances spécifiées.

Rl et R2 = valeurs de chacune des deux résistances_ahlla tempéra-
ture ambiante de référence (no °C).

ARl et AR2 = variation de résistance entr }e ambiante
donnée et la températureamb rence. La
température ambiante & mprlise dans
la gamme spécifiée d ératures
de catégorie.

Ao = différence al (ug Celsius, entre la
f a température [ambiante

leur de deux résistances spéci-
au, aprés un essai.

éme

La valeur nominale du rapport et sa tolérance sont données g§'il y a

lieu dans la spécification particuliére.

Caractéristiques fonctionnelles

Fonctions pour lesquelles les réseaux ont été congus. Ces fonctions
doivent é&tre définies si nécessaire dans la spécification particuliére
qui donne les méthodes de mesure, les exigences et les essais avant,
pendant et aprés lesquels ces fonctions doivent étre mesurées.
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2.2.30

2.2.31

2.2.32

2.2.33

2.2.34

Differential temperature coefficient

The difference between the temperature coefficients at a given ambient
temperature of any two specified resistors in the same network over a
given temperature range.

Example of calculation:

105 ARl _ AR2

A(e) = 20 *Cri” TR2

where:

Ala) = the differential coefficient of temperature between
the two specified resistors expressed in 1076/°c

R1 and R2 = the resistance value of each of t two esiLtors at
the reference ambient temperatucre al 0 °C)

ARl and AR2 = the change in resistance v ?en am-
bient temperature and the(re e t tempera-
ture. This given ambient te Sthq: 1 be within
a specified range inc 3e category tlemperature.

A6 = the algebraic differe , between

the reference

Differential resistanég\bha

The difference between ified re-

ure.

Note. -It i

stors of

e are given

Functional characteristics

The functions for which the networks have been designed. These func-
tions shall be defined when necessary by the detail specification which
shall state the methods of measurement, the performance requirements

and the tests before, during and after which these functions shall be
measured.
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2.2.37
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2.2.39

2.2.40
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-24 - 1045-1 © CEI

Tension limite nominale

Tension maximale continue, ou valeur efficace maximale de la tension
alternative, qui peut étre appliquée en permanence aux bornes de chaque
résistance du réseau (elle dépend en général des dimensions et de la
technologie de fabrication du réseau de résistances).

Lorsque le terme "tension alternative efficace" est utilisé dans cette
norme, la tension de créte ne doit pas dépasser 1,42 fois la valeur
efficace.

Note. -Cette tension ne peut étre appliquée aux résistances que lorsque
la valeur de résistance est égale ou supérieure 3 la valeur de
résistance critique.

Technique de dépdt en phase vapeur Publication 748-20 (1) de la CEI,

paragraphe 2 425

Dépbdt de couches métalliques, isolantes ou semigbnductrides,| sur des
au en \pha vapeur,

Dépbt de couches métalliques sur des sut 8 pession |[de pites

(encres) a travers des écrans.

Couche plaquée ation 748-20 (1) de la CEI,

Couche obtenue par dépo 3 ctrochimique.

Sortie (connexion)

Publication 748-20 (1) de la CEI,
paragraphe 2.4.28

etc.) assurant la liaison dlectrique

er peut aussi contenir ou assurer les sorties. Il pdqut
influenger les caractéristiques thermiques du réseau.

Encapsulation Publication 748-20 (1) de la CEI,
paragraphe 2.4.30

Procédé général consistant 3 entourer le réseau ou les composants par
une matiére de protection contre les contraintes mécaniques et physi-
cochimiques.

Couche de protection Publication 748-20 (1) de la CEI,
paragraphe 2.4.31

Couche de matériau isolant appliquée sur les éléments de circuit
assurant une protection mécanique et contre la contamination.
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2.2.35

2.2.41

2.2.42

Limiting element voltage

The maximum d.c. or a.c. r.m.s. voltage that may be continuously ap-
plied to the terminations of each resistor in the network (it is
generally dependent upon size and manufacturing technology of the

resistor network).

Where the term a.c. r.m.s. voltage is used in this standard
voltage shall not exceed 1,42 times the r.m.s. value.

Note. -This voltage shall only be applied to resistors when

the peak

the resis-

tance value is equal to or higher than the critical resistance

value.

Vapour-phase deposition technique IEC Publication 748-20 (1),

Sub-clause 2.4.25

The deposition of conducting, insulating or semic
solid substrates from a source material in the
deposition or chemical reaction.

Screen printing technique.

through screens.

Plated film

ilms onto
by physical

cal access

influence

Encapsulation IEC Publication 748-20
Sub-clause 2.4.30

1,

Encapsulation is the general process of surrounding the network or
components with a protective medium against mechanical and physical

chemical stresses.

Protective coating IEC Publication 748-20 (1),

Sub-clause 2.4.31

A layer of insulating material applied over the circuit elements for
the purpose of mechanical protection and prevention of contamination.
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2.2.49

2.3.1

2.3.2

2.3.3
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Enrobage Publication 748-20 (1) de la CEI,
paragraphe 2.4.32

Procédé utilisant des résines pouvant étre durcies pour obtenir un
corps enrobant l'ensemble électronique, par exemple:

- moulage sous pression;

- remplissage;

~ revétement par immersion;
- moulage par transfert.

Véhicule d'essais

Spécimen représentatif d'au moins une opération de la chaine de

fabrication du circuit & qualifier et sur lequel il est possible
d'effectuer des essais pour contrdler un ou plusieurs procédés.

Circuit de gqualification de savoir—faire (CQC)

Spécimen d'essai utilisé pour garantir une partieMNo lité du
savoir-faire déclaré. :

Ce peut étre soit un spécimen d'essai spécialk 5 ce but
soit un circuit de production courrante, goIt \ des deux.

Composant semi-fini

Composant non terminé prélevé sur Il ne peut

n s'appli-

Composant rapporté

Composant raccordé mécany men 3 ttiquement 3 un subgtrat.

Sélection

produits d'un lot.

acheteur qu'un circuit soit confofme a la
a répartition entre les essais lot|par lot
iodigues et les sévérités du niveau de contrdle et
acceptable (NQA) des plans d'échantillgnnage.

Chaque spécification intermédiaire doit prescrire les valeurs préféren-

tielles appropriédes a la sous-famille; pour la résistance nominale voir
également le paragraphe 2.3.2.

Valeurs préférentielles de résistance nominale

Les valeurs préférentielles de résistance nominale doivent étre prises
dans les séries spécifiées dans la Publication 63 de la CEI.

Dimensions préférentielles

Les dimensions doivent de préférence é&tre prises dans la Publication
191-2 de la CEI.
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2.2,

43

Ny

.45

.46

.47

.48

.49

.1

.2

Embedding IEC Publication 748-20 (1),

Sub-clause 2.4.32

A process using resins which can be hardened to produce a body embed-

ding the electronic assembly for example:

- casting;

potting;

- dip-coating; -
transfer moulding.

Process test vehicle

A specimen, not necessarily of a circuit but representative

of at least

one operation in the production line for the circuit to be qualified,
and on which tests can be carried out to validate control of one or

—ore processes

Capability qualifying circuit (CQC)

A test specimen used to assess, in parf or in
lity. It may be either a specially designed

jsed capabi-
a normal

line. It cphnnot be

used for complete assessment to_the (specifi applicable| in its

normal finished state.

Added component

A component which is cg
strate.

Screening

o all products in a lot.

assurance the purchaser has that the
It indicates the balance between 1

ically and electrically| to a sub-

component
-by-1lot
AQL's of

Each sectional specification shall prescribe the preferred values ap-
propriate to the Sub-family; for rated resistance see also Sub-clause

2.3.2.

Preferred values of rated resistance

The preferred values of rated resistance shall be taken from the series

specified in IEC Publication 63.

Preferred dimensions

Dimensions shall preferably be taken from IEC Publication 191-2.
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Marquage

Généralités

Les informations contenues dans le marquage sont normalement
dans la liste ci-aprés; l'importance relative de chaque info

indiquée par son rang dans la liste:

a) Identification du réseau permettant de se référer 2

prises
rmation est

la spéci-

fication particuliére pour 1l'identification de chaque élément.

b) Identification des sorties telles que données dans 1
fication particuliére.

c) Date de fabrication.

d) Numéro de la spécification particuliére réféxentce
e) Nom ou marque du fabricant.
f) Marque de conformité et niveau d'é
Les informations a) et b) doivent étr

ainsi que le plus possible des info

L'emballage contenant
informations énumérées§

le marquage de la valeur de
ate de fabrication, le code empld
és dans la Publication 62 de la (

a spéci-

du modéle.

ilcable).

le réseau

Toutdq redondance

s les

te qu'il

résistance,

yé doit
EI.
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2.4

2

2.4.1.1

2.4.1.2

2.4.1.3

2.4.1.4

2,

LA

4,

1

2

Marking

General

-29 -

The information given in the marking is selected from the following
list; the relative importance of each item is indicated by its position
in the list:

a)

b)

c)

network identification which enables reference to the
detail specification for identification of each element.

the identification of terminations as given in the detail
specification.

date of manufacture.

d)
e)

£)

Any additional marking

detail specification and style referenc

manufacturer's name or trade ‘mark.

can

arise.

Coding

When coding\is iStance value, tolerance or date pf manufac-

ture he
62.

olected from those given in IEC Publication
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédure d'assurance de la qualité

Homologation/Systémes d'assurance de la qualité

Quand ces documents sont utilisés dans le cadre d'un systéme

1045-1 © CEI

d'assu-

rance de la qualité complet tel que le Systéme CEI d'assurance de la
qualité des composants électroniques (IECQ), avec homologation et
contr8le de la conformité de la qualité, on doit suivre les procédures

des paragraphes 3.4 et 3.5.

Quand ces documents sont utilisés 3 l'extérieur d'un systéme

dtassu-

rance de la qualité tel que le Systéme IECQ & des fins telles que

2

cas, les essais et parties d'essai doivent étre
donné dans le programme d'essais.

Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication est la
couche sur la surface du substrat.

Etapes de fabrication dans une usﬂg;:;T;h\fa icant agrée si

l'épreuve d'une conception ou des essais de type, les procédures et les

en tous les
hs 1l'ordre

prepieére

tuée dans

un pays qui n'est pas membre duﬂ§ysﬂéde IEBQ et €ous-traitan

ce

o ugtnato ) ga
Etapes de fabrication(g:hg ne ufine\d” ricant agrée si

tuée dans

un pays qui n'est pas hemﬁ}e\ﬁu §xStéhe IE¢Q

a) Les réseaux fabriqués pa

brigant agrée dans une usi

e du Systéme que si les ¢

he de sa

est pas membre du Systéme IECQ, ne

pnditions

Publication QC 001002 de la CEI sont rem-

diaire doit indiquer si, uniqueme
principe de l'extension d'agrément

s procédés de fabrication

nt pour des
des
e ou un

e résistances fixes fabriqués en partie dans un

Systéme que si les conditions des paragraphes 10.3
la Publication QC 001002 de la CEI sont remplies.

usine

celle du fabricant agrée, ne peuvent étre livrés dlans le

t 11 de

Les procédés sous-traités peuvent étre soit:

la réalisation des couches,
ou l'ajustage des éléments,
ou le montage des composants,
ou l'encapsulation.

La sous-traitance doit se limiter a deux de ces quatre procé
Lorsque 1l'étape initiale de fabrication est sous-traitée, el
la seule autorisée. La responsabilité de la conception du tr
couches ne doit pas étre sous-traitée.

dés.
le est
acé des
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3.1.

3.

3.

.1

1.

.2

.3

3.

3

1

1

.2

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Qualification Approval/Quality Assessment Systems

When these documents are being used for the purposes of a full quality
assessment system such as the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ), with Qualification Approval and Quality
Conformance Inspection, the procedures of Sub-clauses 3.4 and 3.5 shall
be complied with.

When these documents are used ouside such quality assessment systems as
the IECQ system for purposes such as design proving or type testing,

— the procedures and requirements of Sub-clause 3.5 d, but the
tests and parts of tests shall be applied in the
test schedules.

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the
onto the surface of a substrate.

irst layer

Manufacturing stages in a Factory of,an
IECQ Member Country and Sub—cont ct g

Manufacturing stages i/\ﬁx 4€§£ >>of(;n<:L ved manufacturefr in a non-

IECQ member country.

poved Manufacturejr in a non-

d manufacturer in a factory of
ountry can be delivered| under the
IEC Publication QC 001002,

pecif icatPon shall indicate if, for technial reasons
xtension of Manufacturers Approvall shall not
sub-family or type of network.

oved manufacturer's can be delivered under the [system only

\\\\;zlworks that are partly manufactured in a f1ctory other
itions of IEC Publication QC 001002, Sub-clauses 10.3 and

The subcontracted processes may be either:

the film production,

or the trimming of elements,
or the mounting of components,
or the encapsulation.

Not more than two of these four named processes shall be subcon-
tracted. Where the primary stage of manufacture is subcontracted,
this shall be the only one allowed.

The responsibility for design of the film layout shall not be subcon-
tracted.
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Quand des procédés de fabrication sont sous-traités, les conditions
ci-dessous sont applicables:

a) L'Organisme National de Surveillance (ONS) doit avoir la certitude
que le Contrdleur du fabricant de réseaux de résistances qui certi-
fie les circuits conformément au Systéme IECQ dispose de la totalité
des documents d'assurance de la qualité et de contrble relatifs aux
moyens de fabrication en dehors de 1'IECQ et qu'il est responsable
de la surveillance de la fabrication et des opérations de contrdle
dans cet établissement. De tels documents doivent comprendre les
comptes rendus de contrdle de chaque échantillon du produit soumis
au contréle.

b) Le Contr8leur doit &tre muni des diagrammes de fabrication, des
points de contrble déterminés, des exigences de contrdle i chaque
étape et des exigences de contrble de la qualité, ainsi que des

c) Toute modification dans les exigences
de fabrication doit étre communiqu
agrée qui certifie les composants.

d)

t aux régles de la Publigation
doit définir la ou les classes
il demande 1l'agrément conformément

cipcuit, qu'il s'agisse d'un produit fabrjqué soit a
en série (produit catalogue), l'une des deux procédures
la)Publication QC 001002 de la CEI, section dgux peut

les différentes exigences des nombreux secteur$ de marché
tronique, quatre niveaux d'assurance (D, E, F et G) sont
spécifiés pour la qualification comme indiqué dans la spécification

intermédiaire

La spécification particuliére peut introduire des essais supplémen-
taires et/ou des contrbéles plus sévéres que ceux donnés dans la
spécification intermédiaire applicable. Elles ne peuvent cependant

pas prescrire des exigences moins sévéres que celles des spécifications
génériques, intermédiaires et particuliéres cadre.

La spécification particuliére et le certificat de conformité doit
indiquer si les procédures d'homologation ou celles de 1'agrément

de savoir-faire ont été utilisées et quel niveau d'assurance a été
appliqué.
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When manufacturing processes are subcontracted, the following condi-
tions apply:

a)

b)

The National Supervising Inspectorate (NSI) shall be satisfied that
the Chief Inspector of the manufacturer of the resistor networks who
is certifying the circuit under the IECQ System has been provided
with the full quality assurance and inspection documentation from
the production facility outside the IECQ, and that he has the re-
sponsibility for the inspection procedures of the subcontractor.
Such documentation shall include the inspection records for each
sample of the product which undergoes inspection.

The Chief Inspector shall be provided with the production line pro-
cess charts, the defined inspection points, the inspection require-
ments at each stage and the quality control requirements, together

a hea nroced = O o n ) ha a e om

c) Any changes in inspection requirements{and\me procedures
shall be reported back to the IECQ ap anu\ s Chief
Inspector who is certifying the comfiponent These\changes shall be
declared on the documentation agc€ompa > ) Y d parts.
The significant changes shall manufac-
turer's Chief Inspector to €

d) The IECQ approved ¢ nvspector shall sdtisfy the
NSI that the assura final products is not
thereby reduced.

Manufacturer Appro

To obtai the manufacturer shall meef the requi-

rements 001002 and shall state the teqhnological

cla§53f> approval according to Table I 4f Section

1.

To co

a\cirguit, either as a custom-built or as a standard/
either of the following two procedures may Qe used.
res conform to those stated in IEC Publication |QC 001002,

the different requirements of various electronics mparket sec-

tors, four assessment levels (D,E,F and G) are specified forf approval

as

described in the sectional specification.

The detail specifications may introduce additional tests and/or tighter
inspection plans than those given in the relevant sectional specifica-
tion. They shall not, however, relax the requirements of the generic
specifiction and the sectional and blank detail specifications.

The detail specification and certificate of conformity shall indicate
whether the Qualification Approval procedure or the Capability Approval
procedure has been used and which level of assessment has been applied.
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a) Homologation

b)

Procédures et série d'essais correspondant au niveau d'assurance et
3 la sévérité appropriés appliqués aux réseaux i qualifier, comme
décrit dans le paragraphe 3.6 et dans la spécification intermé-
diaire et particuliére cadre applicables.

Agrément de savoir-faire

Les réseaux et les CQC sont associés pour les essais et 1'agrément
est donné aux moyens de fabrication sur la base des régles de
conception en vigueur, procédés et méthodes de contrble de 1la
qualité, comme décrit au paragraphe 3.7 et dans la spécification
intermédiaire applicable.

Note. -—-Avec 1'ag_;émgn+ de

s sur les

produits, le fabricant spécifie dans s del savoir-
faire ses procédures pour la conceptidn, rliaux, les
procédés et accepte leur surveilla g contrdle
est exercé par la combinaison d! i sur tous
les produits acceptés, d'essais(pé suny defs circuits
pour agrément de savoir-faire ) i ieu,
d'essais sur des véhicules 3 al i e savoir-

L'agrément de savoir-faire
de résistances i co

les réseaux
és sur des réglles de con-
ou en grande j:antité par

un ensemble de proc réseaux peuvent oir des

fonctions électrique

a la demande, le client] et le
sur la spécification partliculiére.

Procédurels th ologation
Oct r<1> kmo 1£>n§

Pour ob in\l‘'homologation le fabricant doit se conformer:

énérales des régles de procédures régissant] 1'homolo-
ue définies dans la Publication QC 001002 de la CEI,

igences pour 1'étape initiale de fabrication telles [que défi-
paragraphe 3.2 du présent document.

En supplément des exigences du paragraphe 3.6.1, les procédures a) ou
b) ci-dessous s'appliquent:

a) Le fabricant doit prouver par des essais la conformité aux exigences

des spécifications, sur trois lots prélevés dans une période aussi
courte que possible pour les essais lot par lot et sur un lot pour
le contrble périodique. Aucune modification dans le procédé de
fabrication ne doit intervenir dans la période pendant laquelle les
lots de contréle sont prélevés.
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3.

.6.

6.

1

2

a) Qualification Approval

The procedures and programme of tests for the appropriate assessment
and severity level for the networks to be qualified, is described in
Sub-clause 3.6 and the relevant sectional and blank detail specifi-

cation.

b) Capability Approval

The networks and CQCs are tested in combination and approval given
to a manufacturing facility on the basis of validated design rules,
processes and quality control procedures, as described in Sub-clause

3.7 and the relevant sectional specification.

facturer specifies ip

vehicles, to validate the c4

Capability Approval is usuall
film resistor networks bas
tured in small or

Qualification Approval

ments of the rules of procedure governi
as defined in IEC Publication QC 001002, ¢

In addition to the requirements of Sub-clause 3.6.l1, procedy

b) below shall apply:

s released,

ing
rocess
basis.

ly similar

manufac-
processes,

nufacturer

ly with:

ng qualifi-
lause 11.3.

h is de-

res a) or

a) The manufacturer shall produce test evidence of conformance to the
specification requirements on three inspection lots for lot-by-lot
inspection taken in as short a time as possible and one lot for
periodic inspection. No major changes in the manufacturing process
shall be made in the period during which the inspection lots are

taken.
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Les échantillons doivent étre prélevés dans les lots conformément

a4 la Publication 410 de la CEI (voir annexe A). Les échantillons
doivent contenir les valeurs de résistances la plus élevée et la
plus basse représentées dans le lot, et une valeur critique lorsque
cette valeur est comprise entre la valeur la plus basse et la valeur
la plus élevée. Les valeurs de résistances la plus élevée et la plus
basse ainsi choisies définissent la gamme de résistances pour la-
quelle l'homologation est accordée.

Un contrdle normal doit é&tre effectué, mais si l'effectif de
l1'échantillon donne zéro défaut admissible, des spécimens
supplémentaires doivent &tre pris pour étre conformes 3 l'effectif
de 1l'échantillon donnant un défectueux admissible.
b) Le fabricant doit prouver par des essais la conformité aux exigences
ification—en ilisan n—éehantillon—dieffectif fixe

s

Maintien de l'homologation

L'homologation obtenue dans le cad assurancle de la
qualité est maintenue en démontraj que les exligences de
la conformité de la qualité sop r paragrap 3.8).
Sinon, 1l'homologation do aide des régles| pour le
maintien de l'homologation d 3 égles de Procédure du
Systéme CEI d'assurance omposants électroniques
(paragraphes 11.5.2 et 13.5. e ra\Publication QC 001002 de|l 1a CEI).

Modéles associable

ituant des modéles associables lefs réseaux
des procédés et des matériaux |semblables,
ns et de valeurs différentes. s régles
s modéles en vue de l'homologation et du

de la qualité doivent é&tre prescriftes dans

riaux, piéces détachées et composants, autres que ceux qua-
e systéme IECQ peuvent &tre utilisés si le Contlr8leur du

et/ qu'i ne diminuent pas la qualité des circuits finis, pdr:

s'assure qu'ils sont conformes a la spécification4applicable

(a) la fourniture de documents d'approvisionnement convenables

et

(b) 1'application par le vendeur d'une garantie convenable, de
procédures de contrdle et d'essais d'acceptabilité.

L'ONS a accés aux données que le Contrbleur du fabricant a utilisées
pour accepter ces articles.

Modifications dans l'agrément de fabrication

Voir Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 11.4.
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Samples shall be taken from the lots in accordance with I
tion 410 (see Appendix A). The sample shall contain the h
lowest resistance values represented in the lot and a cri
when this value falls between such high and low values. T
and lowest resistance values so selected shall define the
range for which qualification approval is granted.

Normal inspection shall be used, but when the sample size
acceptance on zero defectives, additional specimens shall
to meet the sample size required to give acceptance on on
defective.
b) The manufacturer shall produce test evidence to show conf
the specification requirements on the fixed sample size t
dule given in the sectional specification.

EC Publica-
ighest and
tical value
he highest
resistance

would give
be taken
e

ormance to
est sche-

.6.

3.6.

at
pexvi

The specimens taken from the sample shall be sgllecte
current production or as agreed with the National
spectorate.

Maintenance of Qualification Approval

Qualification Approval obtained as pa
shall be maintained by regular demgns

he rules fo
the Rules of

rocesses and materials, tho
The grouping of structural

comp nt
form

arts and components other than those appro
ay also be used provided the manufacturer'

satisfied as to their conformance to the relev

at the quality of the completed circuits shall

their use. This is achieved by:

andom from
ing In-

t

nt System
th the
herwise

r the
Procedure
ts (IEC

e resistor
h they may
ly similar
ity con-

ification.

ved under
Chief

t specifi-
not be

(a) the provision of adequate procurement documents:

.6.

and

(b) the application of adequate vendor assessment, control p
and acceptance tests.

rocedures

The NSI shall have access to the data on which the manufacturer's Chief

Inspector has based his acceptance of these items.

Changes in Manufacturing Approval

See IEC Publication QC 001002, Sub-clause 11.4.
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Si la modification n'affecte pas la qualité du composant homologué,
aucun essai d'agrément n'est exigé, bien que le Contrbleur puisse s'il
le désire demander des données ou des essais supplémentaires pour sa
propre satisfaction.

Procédure dans le cas d'échec 3 un essai périodique

Les exigences appropriées de la Publication QC 001002 de la CEI,
paragraphe 12.6 s'appliquent.

Procédure d'apgrément de savoir-faire

Savoir-faire

Généralités

Le savoir-faire dans une technologie de réseau de résistances se

3.7.1.2

3.7.1.3

compose de:

a) La conception compléte, la préparation des
de fabrication y compris les procédures d

es étapes
gssais.

b) Les limites des performances annoncées po et les
produits, c'est a dire celles spéci les autres
véhicules d'essais concernés.

c) La gamme de structures mécanig
accordé.

est

d) La gamme de composah

Dans certains cas le sawvwoi i L Y pour
s'adapter aux besoins f d abxicant. L'ONS doit étre 4{verti
de toutes les modific
sont donnés

Le fabricant i iuel de savoir-faire conformdment au
paragraphe

Limf<2;>q

es lipites des performances garanties et idgntifiées
son manuel de savoir-faire comme applicables a
es couches et a ses produits finis.

8tre vérifiées périodiquement conformémdnt au
a 1'édition la plus récente du manuel df savoir-

Composants rapportés

3.7.1.3.1

Tout composant rapporté doit étre approvisionné, contrb6lé et essayé
conformément aux procédures données dans le manuel de savoir-faire du
fabricant. Le Contr8leur du fabricant doit avoir l'assurance que le
composant est conforme a la spécification applicable et que la qualité
des circuits finis ne sera pas diminuée par leur utilisation. L'ONS
doit avoir accés aux données qui ont permis au Contrdleur d'accepter
les composants rapportés.

Composants qualifiés

Les composants qualifiés dans le Systéme IECQ peuvent &tre incorporés
sans essai spécifique.
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3.7.1.2

3.7.1.3

When the change does not affect the quality of the approved component,
no formal approval tests are required; though the Chief Inspector may,
at his discretion, request supporting data or tests to satisfy himself.

Procedure in the Event of Failure in a Periodic Test

The appropriate requirements of IEC Publication QC 001002, Sub-
clause 12.6 shall apply.

Capability Approval Procedures

Capability

General

quences, including control procedurés and

b) The performance limits claimed for the{prove: ucts, i.e.,
those specified for the CQC's and a vehicles.

c¢) The range of mechanical structupe a is granted.

d) The range of added componen

From time to time a C&pabil 3 Q jéd or reduced to| suit the

forecast needs of the shall be advised| of all
relevant changes. Sub-¢ia . gives further details.

by the manufacturer in| accordance

ance’limits identified by the manufactjurer in his
icable to his designs, film elements and

essed periodically in accordance with Sub-kclause
est issue of the Capability Manual.

Ai:\zad;}‘components shall be purchased, inspected and tester in accor-
dance with the procedures given in the manufacturer's Capabillity

Manual.

The manufacturer's Chief Inspector shall be satisfied as to their con-
formance with the relevant component specifications and that the
quality of the final circuits shall not be reduced by their use. The
NSI shall have access to the data on which he has based his acceptance
of added components.

3.7.1.3.1 Qualified components

Qualified components under the IECQ system may be incorporated without
specific testing. '
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3.7.1.3.2 Composants non qualifiés

Les composants non qualifiés peuvent é&tre utilisés lorsqu'ils sont
conformes aux exigences de la spécification applicable et ont été
essayés par l'intermédiaire des CQC conformément aux programmes
d'essais de 1l'agrément de savoir-faire initial, et des essais lot
par lot et périodiques donnés dans la spécification intermédiaire.
Les régles d'association données dans la spécification intermédiaire
CEI appropriée sont applicables.

3.7.2 Octroi de l'agrément de savoir-faire

Pour obtenir 1'agrément de savoir-faire, le fabricant doit:

a)

Appliquer les régles telles que décrites dans la Publication

Q(‘ 001002 de la ("F'T, na_pa_g_pap'ha 11.7

b)

c)

r

Rédiger un manuel de savoir-faire conformémedqt ‘a
de la présente spécification et le soumet
faisant référence i l'annexe B de la sp
applicable.
Prouver a 1'ONS que le choix des CQ
qui doivent étre acceptés confo

aragrdphe 3.7.7

a 1'ONS en
%diaire

s circuits

d'assodiation

indiquées dans la spécificatig diqire \et que ce dhoix

détermine complétement les
matériaux
gamme des

programme pour agrément de savoir-faire comme déci
et d) ci-dessus.

~faire, la ggmme des
ces utilisées) et la

agrément de
oncernant

NS.

les’

de

Fit en

(3) Les résultats d'essais obtenus pendant le programme.
(4) Le résumé descriptif du savoir-faire.

(5) Le programme de maintien du savoir-faire.

3.7.3 Maintien de 1l'agrément de savoir-faire

3.7.3.1 L'agrément de savoir-faire doit
lot et périodiques décrits dans

contrdle de la conformité de la qualité.

étre maintenu par les essais lot par
la spécification particuliére pour le
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3.7.1.3.2 Non-qualified components

3.7.3.1

.3

cation QG ””l””;! S“b e]a“se 11 7
y T 7 .

Non-qualified components are permitted for use when they conform to the
requirements of the relevant component specification when tested as
part of the CQC's in accordance with test schedules for initial capa-
bility approval and subsequent lot-by-lot and periodic testing given in
the sectional specification. Structural Similarity rules given in the
sectional specification of the appropriate IEC component specification
apply.

Granting of Capability Approval

To obtain Capability Approval the manufacturer shall:

a) Apply the rules governing this procedure as described in IEC Publi-

this specification and to submit it to the
reference to Appendix B of the relevant

c) Satisfy the NSI that the selection ¢ S entgtive of the
circuits to be released in accordans it : X Similarity
rules prescribed in the sectiona g at i 2 assesses
all capability boundaries, the g a 3 ponents
(including d in the
Capability Manual.

d) Declare to the NSI
severities for the

apability
fications
the
nual.
nd d)
Test results obtained during the programme.

(4) Abstract of description of capability.
(5) Programme of maintenance of capability.

Maintenance of Capability Approval

Capability Approval shall be maintained through lot-by-lot tests and
periodic tests as described for Quality Conformance Inspection
according to the applicable detail specification.
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a)

b)
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fabricant doit prouver & 1'ONS:

Que le choix des CQC demeure représentatif des produits acceptés et
qu'il est conforme aux régles d'association décrites dans la
spécification intermédiaire.

Que le programme de maintien de savoir-faire est toujours conforme
aux exigences des groupes d'essais périodiques et comprend s'il y a
lieu, les exigences relatives 3 tout véhicule d'essais.

Pour chaque séquence d'essais, les CQC, choisis conformément aux
régles d'association, comme étant représentatifs de la fabrication
courante, doivent é&tre prélevés dans la quantité prescrite pour
cette séquence d'essais.

c)

Le

a)

Que les limites de savoir-faire ont été i nouydau contréllées avec
succés conformément aux essais périodiques dé4ns i|de 12 mois

Note. -Sur les mémes bases, les extensdon - éées,
octroyées aprés l'agrément inditiw b Te 3 nouveau
contrb8lées en fonction de 1 b agrémeny indivi-

duel.
fabricant doit maintenir une f ¢ 3 { c'est |4 dire:
Les procédés spécid

compléments ou les
initial, ainsi que

savoir-faire, y |compris les
1'ONS depuis 1'4grément
PIro ous-traités, demeurent inchangés.

on Superleure a 6 mo1ls danS ]e progralnﬂle

re du fabricant.

Le lieu dexfabrication hangé y compris pour lgs procédés

\:>E4;;Zits associables (y compris les CQC et |les

ssais) destiné 3 1'agrément de savoir-faire initial
¢ la conformité de la qualité, est indiqué dans
ffication intermédiaire applicable.

ication dans l'agrément de savoir-faire

Voir la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 11.7.3.4, avec les

détails suivants:

Si la modification est considérée comme n'étant pas majeure, aucun
essai d'agrément n'est exigé, bien que le Contrdleur puisse s'il le
désire demander des données ou des essais supplémentaires pour sa
propre satisfaction.
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3.7.3.2

The manufacturer shall satisfy the NSI:

a) That the selection of CQC's remains representative of the products
released and in accordance with the Structural Similarity rules

prescribed in the sectional specification.

b) That the Maintenance of Capability programme continues to meet the
requirements of the appropriate groups of the periodic testing and
including where applicable the requirements of any Process Test

Vehicle.

For each test sequence the CQC's selected according to the Struc-
tural Similarity rules as representative of current product re-

leased, shall each be taken in the number prescribed for
sequence.

that test

3.7.3.3

c¢) That the limits of the Capability have been &ucces

require reassessment related
dates.

The manufacturer shall have mai
follows:

a) The processes speci
additions/deletions

any sub-contracted prqﬁiiiz\ ain unchanged.
b) There ha&s bee ange he’ place of manufacture inc]

e Capabil ity Manual, includj

sub-c and) final tests.
c) T e k gxceeding 6 months in the manufag
a Capability programme.

Strugfural Similarity

of "structurally similar circuits (including CQ(
icles) for the purpose of initial Capability

ecification.

Changeés/in the Approved Capability

re—assessed
following

pproval

approval

ds production as

ng any

he NSI since initial approval and

uding

turer's

['s and
r Approval

See IEC Publication QC 001002, Sub-clause 11.7.3.4 with the
details:

following

When the change does not affect the original capability approval, no
formal approval tests are required; though the Chief Inspector may, at

his discretion, request supporting data or tests to satisfy

himself.
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Réduction du savoir-faire

Manuel de savoir-faire

Si le fabricant désire réduire le domaine d'application de son agrément
de savoir-faire, 1'ONS doit avoir la preuve que le manuel de savoir-
faire modifié, que le choix des CQC et des véhicules d'essais détermi-
nent et vérifient convenablement ce savoir-faire réduit.

Procédure dans le cas d'échec &4 un essai périodique

Les exigences appropriées du paragraphe 12.6 de la Publication

QC 001002 de la CEI, s'appliquent. Lorsque le paragraphe 11.7.3.6 de
la Publication QC 001002 de la CEI s'applique, la déficience doit étre
corrigée dans les six mois. Si cette exigence ne peut étre satisfaite
lt'agrément de savoir-faire doit étre réduit en conséquence.

Le contenu du manuel de savoir-faire doit é&tre (conf exigences
de la spécification intermédiaire applicabley $ion 1045-2
de la CEI, annexe B).

Bes soit
rnes de

Le manuel de savoir-faire doit donner
directement, soit en faisant référence
fabrication.

L'ONS doit considérer le manue L comme un

document confidentiel A S'il divulguer
tout ou partie i un fie
Contrble de la confor

avec une

bs et

lication

plus d'un programme peut é&tre spécifié.

tifiés de lots acceptés

in;\Bugﬁication QC 001002 de la CEI, paragraphe 12.3 avec [les modali-
tés suivantes:

Lorsque des rapports certifiés de lots acceptés sont prescrits dans la
spécification applicable et sont demandés par un acheteur, ils doivent
contenir au minimum les informations suivantes:

- des résultats exprimés par attributs (c'est-a-dire nombre de réseaux
essayés et nombre de réseaux défectueux) pour les essais des sous-
groupes correspondant aux essais périodiques, mais sans référence
au(x) paramétre(s) non conforme(s)
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3.7.5.1

3

3

7.

.7.

.8

.8.

1

Reduction in capability

When a manufacturer wishes to reduce the scope of his approved capa-
bility, the NSI shall be satisfied that the amended capability manual,
selection of CQCs and Process Test Vehicles properly define and assess

the reduced capability.

Procedure in the Event of Failure in a Periodic Test

The appropriate requirements of IEC Publication QC 001002, Sub-clause
12.6 shall apply. When Sub-clause 11.7.3.6 of IEC Publication QC 001002
applies the deficiency shall be corrected within six months. If this

requirement cannot be fulfilled the capability approval shall be
reduced accordingly.

_c_a_pal-\{ 1 -;{-y Manual
The content of the Capability Manual shall be i with the
requirements of the relevant sectional specificati C Publica-
tion 1045-2, Appendix B).
The Capability Manual shall give the regqui in$ jther
directly or by reference to internal f Je
The NSI shall treat the manufact a confi-

dential document. The manufact
or all of it to a thif:;gi:z
Quality Conformance InSpectdi
The blank detail specification

) !EE.fes

ciated with a sectiondl

dic inspection.

fkied Records of Released Lots
N \\\//

ublycation QC 001002, Sub-clause 12.3 with the following

IE

When certified records of released lots are prescribed in the

specification and are requested by a purchaser, the following
tion shall be given as a minimum:

g wishes, digclose part

speci-

edule for Quality Confgrmance

y the grouping, sampling and |periodicity

in IEC

details:

relevant
informa-

- attributes information (i.e. number of networks tested and numbers of
defective networks) for tests in the sub-groups covered by periodic
inspection without reference to the parameter for which rejection was

made.
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- des résultats exprimés par variables pour la variation de
aprés l'essai d'endurance de 1 000 h.

Résultats par attributs

1045-1 © CEI

résistance

Lorsque la spécification particulidre applicable exige l'enregistrement
des résultats par attributs, les procédures suivantes doivent é&tre

utilisées:

(1) Lorsqu'un sous-groupe ne comporte qu'un seul essai, le nombre total
de réseaux de résistances défectueux doit &tre enregistré ainsi que
l'essai au cours duquel se sont produites les défaillances, mais

sans référence aux paramétres non conformes.

(2)

Lorsqu'un sous-groupe comporte plusieurs essais,

pour chacun des essais individuels ou pour p}

Résultats de mesures

La spécification particuliére indique
mations basées sur des mesures doi
rapports certifiés de lots accep
résultats peuvent étre regroup

Au minimum, les résulta
‘doivent étre présentés
mesures.

la spécification
. A

tre donnés
ntre eux

ion, la

infor-
s les
si ces
n nominale,

ctrique
des

satisfaire
d'assurance

riode
cification
vraison,
nce, selon
fication

La procédure appliquée par le Contrbleur du. fabricant pour 1

doit étre approuvée par 1'ONS.

Lorsqu'un lot a satisfait au nouveau contrdle, sa qualité est 2

assurée pour la période spécifiée.

econtrbler

nouveau

Autorisation de livraison avant 1l'achévement des essais du groupe B

Quand les conditions de la Publication 410 de la CEI pour le passage en
contrble réduit sont satisfaites pour tous les essais du groupe B, le
fabricant est autorisé 3 livrer les composants avant 1'achévement de

ces essais.
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3.8.1.1

3.8.1.2

3.

.8.

8.

2

3

~ variables information for the change in resistance after the 1 000 h
endurance test.

Attributes information

When the relevant detail specification requires that attributes
information shall be recorded, the following procedures shall be used:

(1) When a sub-group comprises a single conditioning test, the total
number of rejected resistor networks shall be recorded together
with the test in which the failures occurred but without reference
to the parameters for which the rejection was made.

(2) When a sub-group comprises a number of conditioning tests, the re-
levant detail spe01flcat10n shall state whether the results shall
at—eon . : sES a number

ibn, the
climatic sequence shall be deemed to form g itioning
test.

Measurements information

The relevant detail specification sha e to be
reported in the Certified Record of Re ments
information. It shall also state egated,
e.g. by rated dissipation,

As a minimum, the result 3 lshall be
presented as measurements In

Note. ~The contents o s shall

ocedure for
onents (IEC

iver

Delayed d
%

amination procedure adopted by the manufacturer's
shall be approved by the National Supervising Ins

re-assured for the specified period.

Release for delivery before the completion of Group B tests

When the conditions of IEC Publication 410 for changing to reduced
inspection have been satisfied for all Group B tests, the manufacturer
is permitted to release components before the completion of such tests.


https://iecnorm.com/api/?name=62ba703e4e00d4886bd72ffbc81579f2

3.10

-48 - 1045-1 © CEI

Méthodes d'essai de remplacement

Les méthodes d'essai et de mesure données dans la spécification
applicable ne sont pas nécessairement les seules méthodes qui peuvent
étre utilisées. Cependant, le fabricant qui utiliserait d'autres
méthodes doit prouver & 1'ONS que ces méthodes donneront des résultats
équivalents 4 ceux obtenus par les méthodes spécifiées. En cas de
contestation, pour arbitrage ou référence, seules les méthodes

spécifiées doivent é&tre utilisées.

Paramétres non vérifiés

Parmi les paramétres d'un composant seuls ceux qui ont été spécifiés
dans une spécification particuliére et ont fait l1'objet de vérification
par des essais sont présumés étre 4 l'intérieur des limites données.

3 : '3 3 ! : n spécifié
reste inchangé d'un composant 3 un autre. Si, pour( une isoh quel-
conque, il devenait nécessaire de contrdler un ] ékres sup-

plémentaires, alors une nouvelle spécificatiop devrait
étre utilisée. Dans ce cas, la ou les méthode t étre
entiérement décrites et les limites, NQA Ble

appropriés doivent étre spécifiés.

3
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3.

9

.10

Alternative test methods

The test and measurement methods given in the relevant specification
are not necessarily the only methods which can be used. However, the
manufacturer shall satisfy the National Supervising Inspectorate that
any alternative methods which he may use will give results equivalent
to those obtained by the methods specified. In case of dispute, for
referee and reference purposes specified methods only shall be used.

Unchecked parameters

Only those parameters of a component which have been specified in a
detail specification and which were subject to testing can be assumed
to be within the specified limits. It should not be assumed that any
parameter not specified will remain unchanged from one component to

another. Should for an eason be necessas or<a< £ her para-
meter(s) to be controlled, then a new, more extensi fication
should be used. The additional test method(s) described
and appropriate limits, AQL's and inspection gd .
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SECTION QUATRE -~ METHODES D'ESSAIS ET DE MESURES

Méthodes d'essai et de mesure

Généralités

La spécification intermédiaire et/ou la spécification particuliére
cadre doivent contenir des tableaux indiquant les essais i effectuer,
les mesures & effectuer avant et aprés chaque essai ou sous-groupe
d'essais et l'ordre dans lequel les essais doivent étre effectués.
Les phases de chaque essai doivent étre effectuées dans l'ordre
indiqué. Les mesures finales doivent &tre effectuées dans les mémes
conditions de mesure que les mesures initiales.

=~ 2 5 5P a Sry & o8& o 3 -5y - a
systéme d'assurance de la qualité, comprennent de
celles prescrites dans les documents mentionné

doivent é&tre décrites entidrement.

quelconque
putres dque
es méthodes

L'état d'édition et de modification de tod
de la CEI utilisé dans cette section e

ication 68
2.1.

Conditions atmosphériques normales

et mesures doijent étre
s normales d'essali fixées

mbar - 1 06D mbar).

étre stocké| a 1a
pour lui pefmettre
eprise
tisfaire

es sont effectuées a une température différpnte de la

pécifiée, les résultats doivent, si nécessaire,| étre

La” température spécifiée. La température ambiante laquelle

fectuées les mesures doit &tre mentionnée dans le procés-
d'essais. En cas de contestation, les mesures doivent| étre

répétées en utilisant 1'une des températures d'arbitrage (dohnées au

paragraphe 4.2.3) et d'autres conditions données comme telles dans la
présente spécification.

Lorsque plusieurs essais sont effectués 3 la suite, les mesures finales
d'un essai peuvent étre prises comme mesures initiales de l'essai
suivant.

Note. -Pendant les mesures, le réseau de résistances ne doit pas étre
exposé aux courants d'air, aux rayonnements solaires directs ni
a d'autres influences pouvant é&tre causes d'erreurs.
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SECTION FOUR - TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

4. Test and measurement procedures
4.1 General

The sectional and/or blank detail specification shall contain tables
showing the tests to be made, which measurements are to be made before
and after each test or sub-group of tests, and the sequence in which
they shall be carried out. The stages of each test shall be carried out
in the order written. The measuring conditions shall be the same for
initial and final measurements.

If national specifications within any Quality Assessment System include
+£3 in—the—s o 3 hey shall

A ad-c o N h o ceo aDa-a o b o o A o0

be fully described.

The issue and amendment status of any IEC Pu in this
section is given in Sub-clause 2.1.

4.2 Standard atmospheric conditions

4.2.1 Standard atmospheric conditions fopr testi
Unless otherwise specified, be made
under standard atmosphe n Sub-

clause 5.3 of IEC Pu

Temperature:

1 be

allow the
peach this temperature. The same |[period as
at the end of a test is normally [sufficient

aré made at a temperature other than the specified
esults shall, when necessary, be corrected to the
erature. The ambient temperature during the melasurements
stated in the test report. In the event of a disputle, the
g shall be repeated using one of the referee temperatures
in Sub-clause 4.2.3) and such other conditions as |are pres-
this specification.

When tests are conducted in a sequence the final measurements of one
test may be taken as the initial measurements for the succeeding test.

Note. -During measurements the resistor networks shall not be exposed
to draughts, direct sun~rays or other influences likely to cause
error.
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4.2.2 Conditions de reprise

Sauf prescription contraire, la reprise s'effectue dans les conditions
atmosphériques normales d'essai (paragraphe 4.2.1). Si la reprise doit
étre faite dans des conditions étroitement contrblées, les conditions
atmosphériques de reprise contrflées, du paragraphe 5.4.1 de la Publi-
cation 68-1 de la CEI doivent étre utilisées.

4.2.3 Conditions d'arbitrage

Pour les besoins d'arbitrage, choisir l'une des conditions
atmosphériques normales pour les essais d'arbitrage données
au paragraphe 5.2 de la Publication 68-1 de la CEI et répétées

ci-aprés:
Température Humidité relative Pression atmosphérique
20 1 °C 63% - 67% 86 kPa - 060 mbar)
23 g 1 °C 48% - 52% 86 kPa - 060 mbar)
25 kg 1 °C 48% - 52% 86 kPa - 060 mbar)
27 1 °C 63% - 67% 86 kPa - D60 mbar).
4.2.4 Conditions de référence
Pour référence, appliquer les condition ales de
référence données au paragraphe 5. e la CEI.
Température:
Pression g
4.3 Séchage

t étre con-
hode II,

o t 1 9
pcat ion particuliére.

s un four a la température de 55 + 2 °C

es doit alors étre mis 3 refroidir dagns un des-
ant un déshydratant approprié, tel que de 1lYalumine

4.4 isttel et vérification des dimensions

4.4.1 Examen visuel externe et marquage

Sauf indication contraire, 1l'examen visuel (voir paragraphe 2.2.25)
doit étre exécuté dans les conditions normales d'éclairage de l'usine
et dans les conditions normales de vision.

L'examen doit comprendre les points suivants:
- le marquage et sa lisibilité
— l'identification des sorties

- 1'aspect (par exemple encapsulation brisée, félure, etc ... on peut,
en cas de contestation, utiliser un grossissement jusqu'a 10 x)
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4.2,

4.2

Ny

2 Recovery conditions
Unless otherwise specified, recovery shall take place under the
standard atmospheric conditions for testing (Sub-clause 4.2.1). If
recovery has be made under closely controlled conditions, the
controlled recovery conditions of Sub-clause 5.4.1 of IEC Publication
68-1 shall be used.
Referee conditions
For referee purposes, one of the standard atmospheric conditions for
referee tests taken from Sub-clause 5.2 of IEC Publication 68-1, as
given below, shall be chosen:
Temperature Relative humidity - Air pressure
20 1 °C 63% - 67% 86 kPa ~ 106 kP mbar)
23 ¢ 1 °C 48% ~ 52% 86 kPa - 106 kPa mbar)
25 £ 1 °C 48% - 52% 86 kPa - 106 kPa mbar)
27 £ 1 °C 63% - 67% 86 kPa - mbar).
Reference conditions
For reference purposes, the standard &
reference given in Sub-clause 5.1 of
Drying
ditioned
as pre-
an’ oven at a temperature of 55|t 2 °C and
humidity not exceeding 20%.
4>h in an oven at 100 £ 5 °C.
shall then be allowed to cool in a desiccator
& _desiccant, such as activated alumina or sillica gel,
therein from the time of removal from the |[oven to
innikg of the specified tests.
amination and check of dimensions
External visual examination and marking

Unless otherwise specified, visual examination (see Sub-clause 2.2.25)
shall be performed under normal factory lighting and viewing
conditions.

Inspection shall include the following items:
~ marking and its legibility
- terminal identification

- appearance (e.g. broken encapsulation, cracks, etc...; in case of
dispute a magnification up to 10 x may be used)
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4.4.2 Dimensions (au calibre)

Les dimensions, pour lesquelles la spécification particuliére précise
qu'elles peuvent étre contrblées par calibre, doivent étre vérifides;
elles doivent étre conformes aux valeurs prescrites dans la spécifi-
cation particuliére.

4.4.3 Dimensions (par mesure)

Toutes les dimensions prescrites dans la spécification particuliere
doivent é&tre contrdlées et conformes aux valeurs prescrites.

bbb Définitions des axes pour les essais mécaniques

Orientation

Pour les méthodes d'essais mettant en jeu l'obseryiation“ou'\l|'applica-
if, les
orientation et la direction des forces appliq e
conformes & la figure 1. Pour d'autres config Einitions
des axes doivent é&tre données dans la spé¢ifieatio iére.

Note. -L'application de la force dans
tende & détacher le réseau g«

1le qu'elle

fils du| réseau.
axe principal ncipale

Z1
= ol

X2

base principale, Fig. 1b : Boitier|enfichable
base du substrat double ¢n ligne
ou surface de oontage

section |principale

22

section principale

X2

Fig. 1d : Boftier enfichable
simple en ligne

X1

Fig. 1c : Boitier plat avec
sortie radiales ’ z2
27" X2

Fig. le : Boftier cylindrique

T2

Note. -La section principale doit étre définié dans la spécification
particuliére.
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4. 4.2 Dimensions (gauging)

The dimensions indicated in the detail specification as being suitable
for gauging shall be checked, and shall comply with the values pre-
scribed in the detail specification.

4.4.3 Dimensions (detail)

All dimensions prescribed in the detail specification shall be checked
and they shall comply with the values prescribed.

4.4.4 Definition of axis for mechanical tests
Orientation
For tho ion of
the device,
inp
itions
1ift the
k.
Cross
ion
r
z
Y2 * Fig1b:Dual infine {OfL)
package
principle base
Figla:Ouat { substrate plane
— poc or mounting surface
or Cross
Etion.
Z1
majorcrass 22
/section o
X2

Figig:5ingie imime
package

X1

Fig. 1c:Flat package with
radicl teads

A

Fig 1e ! Cylindricatl package

T

Note. ~The major cross section shall be defined in the detail
specification.
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Résistance

Les mesures de chaque résistance accessible doivent étre effectuées sous
une tension continue de faible valeur pendant le temps le plus court
possible, afin que la température de la résistance n'augmente pas de
fagon appréciable pendant les mesures. En cas de résultats contradic-
toires, imputables 2 ces tensions d'essai, la tension spécifiée dans

le tableau suivant doit étre utilisé aux fins d'arbitrage.

TABLEAU II
Résistance nominale Tension de mesure
(R) v + 0
- 10%
—J
R< 10 Q 0,1 (voir note)
102 R< 100 Q 0,3 Q
100 @ £ R < 1kQ 1
1k £ R < 10kQ 3
10k < R < 100kQ 10
100kQ < R < IMQ 25
Mo < R 5@\

N\
Note. -Lorsque la résistance nominal est<\\;g?;:%re a 10 Q,| la tension

de mesure doit . méiiér que la dissipafion de la
€ i 3 0% dissipation nopminale,

La précision des disposit étre telle que l|'erreur ne
dépasse pas M ordque la mesure fait partlie d'une
séquence d'é 3 i it € possible de mesurer une variption de
résistancp 3 passant pas 10% de la variatfion maximale

20 °C doit étre égale a la résifstance
la tolérance spécifiée.

‘\\E;zastance en courant continu d'une combinais de

ans le réseau doit &tre mesuré en utilisant un [pont de
rié ou en mesurant la valeur en continu de chagque

tante, et en calculant le rapport et sa tolérance par plication

Rapport de résistance = L
Rref
ou:
Ryef est la résistance de 1'élément de référence

s

r est la résistance 3 mesurer

Tolérance du rapport = Rapport réel - Rapport spécifié x jp0
de résistance (%) Rapport spécifié
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Resistance

Measurements of resistance of each resistor element which is accessible

shall be made by using a direct voltage of a small magnitude for as
short a time as practicable, in order that the temperature of the re-
sistance element will not rise appreciably during measurement. In the
event of conflicting results attributable to such test voltages, the
voltage specified in the following table shall be used for referee
purposes.

TABLE II

Rated resistance

(R)

Measuring voltage

Note.

The accuracy of the
does not exceed 10%
of a test segs
tance with 4
for that

The
taki

Resistan

< 10 Q 0,1
10 @ < 100 @ 0,3 Q

100 @ < 1ko 1
1kQ < 10k 3 \\\\\/
10kQ 0

100k 5

1IMQ

< 100kQ 1
< IMQ

W™ d oy

[AIAIAIAIAIA

-When the rated resistance Q the measu
istor is dissi

shall not exce

shall be such that the
N\When the measurement £
ble to measure a change
0% of the maximum change

o

ce ratio of any combination of resistors i
measured by using a suitable ratio measurin

ring
pating less
ed 0,1 V.

total error
prms part
of resis-
permitted

esistance

n the

g bridge or
applicable

y use of

Resistance ratio = r

Rref

where:

Resistance ratio tolerance (%) = Actual ratio - Specified ratio

Rref is the resistance of the reference element

r is the resistance of the element being measured

x 100

Specified ratio
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La précision de la méthode de mesure doit é&tre telle que l'erreur
totale ne dépasse pas * 10% de la tolérance sur le rapport. Lorsque la
tolérance sur le rapport fait partie d'une séquence d'essai, il doit
étre possible de mesurer une variation de la tolérance sur le rapport,
avec une erreur ne dépassant pas 10% de la variation maximale admise
pour cet essai.

Le rapport mesuré & 20 °C doit étre égal au rapport nominal compte
tenu de la tolérance spécifiée.

Caractéristiques fonctionnelles

Si les caractéristiques de la résistance ne peuvent pas étre décrites
avec précision par des mesures de résistance en continu ou des rapports
de résistance, la spécification particuliére doit le préciser.

La spécification particulidre doit é i &

exigences électriques fonctionnelles, les méthode

Sauf indication contraire dans la spé
tension continue de 100 t 15 V est ap

une
jut étre

La résistance d'isolemeaqt
et tous les autres é1lé
8tre spécifiée dans 14 spéeifi

entre chaque él:Fent isolé
La tension de mesure doit
articuliére.

les sorties isolées et lle boitier

Résistance {{IEQ men tr oyt
N

o étre mesurée entre des plaques métalli-
ligue maintenue en contact avec le |boitier et
es ensemble (& l'exception des sdrties qui
ement au boitier). La taille et le |position-
e la feuille doivent laisser un espade de 1l 2
des plaques ou de la feuille, et chaqug sortie.

solement ne doit pas étre inférieure 3 la valeur
s la spécification particulieére.

e tenue (réseaux isolés uniquement)

La tension d'essai doit étre appliquée entre les sorties du [réseau

de résistances reliées ensemble (sauf les sorties connectées électri-
quement au boitier) et constituant 1'un des pdles, et les plaques
métalliques ou la feuille constituant l'autre pble. La taille et le
positionnement des plaques ou de la feuille doivent laisser un espace
de 1 2 1,5 mm entre le bord des plaques ou de la feuille, et chaque
sortie. La tension d'essai doit étre une tension alternative de fré-
quence comprise entre 40 Hz et 60 Hz et doit étre augmentée progres-
sivement 3 la vitesse d'environ 100 V/s, depuis zéro jusqu'id une valeur
de créte de 1,42 fois la valeur de la tension d'isolement prescrite
dans la spécification particuliére. La tension est maintenue appliquée
pendant 1 min + 5 s aprés que la tension spécifiée a été atteinte.

Il ne doit y avoir ni perforation ni contournement.
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The accuracy of the measuring method shall be such that the total error
does not exceed + 10%Z of the ratio tolerance. When the ratio tolerance
change forms part of a test sequence requirement it shall be possible
to measure the change of the ratio tolerance with an error not exceed-
ing 10% of the maximum change permitted for that test sequence.

The measured ratio at 20 °C shall correspond with the rated ratio
taking into account the specified ratio tolerance.

Functional characteristics

When the resistance element characteristics cannot be accurately

described by d.c. resistance measurements or d.c. resistance ratio

measurements this shall be specifically stated in the detail speci-

fication. The detail specification shall then describe in detail the
i i i ment of
current

.8.

.8.2

4.9.1

. voltage
of 100 + 15 V shall be applied, of which P ritx may be| specified
in the detail specification.

Insulation resistance between tgré;;;ggz:;\(or oups of terminations)
\/Qe

The insulation resistdnc e méas etween each isoflated

element and all other conneécted tgogether. The measufring

voltage shall be speci tail specification.

Insulation registance lated terminations and fthe case

hall Jbe measured between metal plptes or a
act with the case and all terpinations

ther (except those leads which jare elec-
ase). The size and positioning of| the

uch as to leave a space of 1 to 1,5 mm between

ibed in the

(insulated networks only)

The te!' voltage shall be applied between the terminations the
resistor network connected together (except those terminations which

.9.2

are electrically connected to the case) as one pole, and metal plates
or a metal foil as the other pole. The size and positioning of the
plates or foil shall be such as to leave a space of | mm to 1,5 mm
between the edge of the plates or the foil and each termination.

The test voltage shall be alternating (40 Hz to 60 Hz) and shall be
increased, at a rate of about 100 V/s, from zero to a value of 1,42
times the value of the isolation voltage specified in detail specifi-
cation. After the specified voltage has been reached the voltage shall
continue to be applied for 1 min + 5 s.

There shall be no breakdown or flash-over.
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Variation de résistance en fonction de la température

Le réseau de résistances doit étre séché en utilisant soit la méthode
I, soit la méthode II du paragraphe 4.3, comme prescrit dans la
spécification applicable.

Le réseau de résistances doit étre maintenu successivement 3 chacune
des températures suivantes, ou a d'autres températures prescrites dans
la spécification applicable:

a)zo+i°c

b) température minimale de catégorie = 3 °C

c) 20 + 3 °¢
-1

d) température maximale de catégorie + 2 °C

e)20+i’°C

Les mesures de résistance doivent étré les résistances
accessibles pour lesquelles un coe actériqtique de
température est spécifié dans la articuliére, a chacune
des températures spécifiées au paragra une fois dque 1la

L'état d'équilibre thexmi é/ comme atteint lopgsque deux
mesures de résistance un intervalle d'au moins |5 min ne
4 l'erreur pouvant étge attribuée

e du)réseau au moment de la mesuye. L'erreur
~¢ ne doit pas dépasser 1 °C.

tats yes mesures peuvent étre utilisés & la|fois pour
oefficient de température et pour celujl de la

tique résistance/température.

éristique résistance/température entre 20 °C et chacune des
empératures spécifiées au paragraphe 4.10.2 doit é&tre calculée
pPar la formule suivante:

Caractéristique résistance/température = A x AR

ol, si l'on désigne par R,, Rp, R., Ry et Ry, les valeurs de
la résistance mesurées au paragraphe 4.10.3, R et AR sont données
dans le tableau suivant:
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4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.4.

Variation of resistance with temperature

The resistor network shall be dried using either Procedure I or
Procedure II of Sub-clause 4.3, as prescribed in the relevant
specification.

The resistor network shall be maintained at each of the following
temperatures in turn or at other temperatures specified in the relevant
specification:

a) 20 t 3 °¢

b) lower category temperature + 3 °C

c) 20 * 3 °¢
=1

d) upper category temperature * 2 °C

e) 20 *+ 3 °C

Resistance measurements shall be made accesgible resistor
elements for which a temperature coeffi nperature charac-
teristic is specified in the deta \ at each of] the tem-
peratures specified in Sub-clause e resistor |element

The condition of therma P judged to be reached when two
readings of resistance taken\at interval of not less thar 5 min do
not differ by an amount g(jfé; hat which can be attributed to

istor Jnetwork at the time of measyrement

sult \:}\Q;;>measurement may be used both for the dalculation
the temperature coefficient and for the calculatiqn of the
mpera e characteristic.

T;;\Eém;%rature characteristic of resistance between 20 °C 4nd each of
the other temperatures specified in Sub~clause 4.10.2 shall |[be calcu-

lated from the following formula:
Temperature characteristic of resistance = A x AR
where, if the resistance recorded in Sub-clause 4.10.3 are designed

Ras Rps Rg, Rq and Ry, R and AR are given as shown in the
following table:
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TABLEAU TII

Température minimale|Température maximale
de catégorie de catégorie
R 1/2 (R4 + Ry) 1/2 (Re + Rg)
AR Rp, - R Ry - R

et ou:

_ différence entre les températures nominales spécifiées
différence entre les températures enregistrées

Si les températures relevées au paragraphes 4.10
par 8,4, 9y, 6., 64 et 68,, les différences de tefiper
entre les températures notées sont calculées se
du tableau ci-dessous:

sont\désignées

)

ations

TABLEAU IV

N
@ |Température mizfge e\Tgifj(giiép maximale
de caté e S ; de égorie
SN I

Ae 04-

Coeff1c1ent t pex;:\}e\de 1§:2e31stance (a)

ture de la résistance (a) entre 20|°C et
ératures spécifiées au paragraphe 4.10.2
formule suivante:

0. + 8¢

2

AR
R.AS

'01ent de temperature de la re31stance (a) est normalement

La caractéristique résistance-température ou le coefficient de tempéra-
ture de la résistance (a), calculés de la fagon décrite ci-dessus,
doivent é&tre A l'intérieur des limites prescrites dans la spécification
particuliére pour la température de catégorie appropriée.

Caractéristiques non linéaires

Le réseau de résistances doit étre mesuré selon la méthode de mesure
de non-linéarité décrite dans la Publication 440 de la CEI. Lorsqu'il
existe des exigences spécifiques pour la non-linéarité, elles doivent
étre prescrites dans la spécification particuliére.
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TABLE ITI
Lower category Upper category
temperature temperature
R 1/2 (R4 + Rg) 1/2 (R¢ + Rg)
AR Rpb - R Rq - R

and where:

difference between nominal specified temperatures
difference between recorded temperatures

A=

4.10.4 (2

4.10.5

If the temperatures recorded in Sub-clause 4.10.
6p, 6., ©4 and 6., the temperature difference (46
recorded temperatures are given as shown in e

TABLE IV
© Lower categor egory
temperature mpe ature

6. + 6¢
AG < a-—
2

Temperature(n\éiﬁfzzéik\sgzlzg\\\}nce (a)

and each
11 be

xpressed

The temperature characteristic of resistance or the temperature coeffi-

4.11

cient of resistance (a), ascertained as described above shall be within
the limits prescribed in the detail specification for the appropriate
category temperature.

Non-linear properties

The resistors network shall be measured for non-linearity in accordance
with IEC Publication 440. When there are specific requirements for
non-linearity, they shall be specified in the detail specification.
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4.13.2

4.13.3
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Surcharge

Les mesures prescrites dans la spécification applicable doivent &tre
effectuées.

Le réseau de résistances doit étre & 1'air libre, i une température
ambiante comprise entre 15 °C et 35 °C. Une tension est alors appliquée
aux bornes du réseau de résistances comme prescrit dans la spécifica-
tion particuliére. La valeur de cette tension et sa durée d'application

doivent é&tre conformes 3 celles prescrites dans la spécification
applicable.

Aprés reprise d'une durée comprise entre 1 h et 2 h, les réseaux de
résistances sont examinés visuellement. Ils ne doivent pas présenter
de dommage visible et le marquage doit étre lisible.

Les mesures prescrite

effectuées.

Robustesse des sorties

Ud de la Publication 68-2-21 de la CEI,
étre appliqué & une sortie sur cing d
de chaque réseau doivent étre choisi
positions de sortie soient essayée
4 l'essai. La plus petite sectio

l'essai.

X sounmis
lisée pour

Les mesures prescrite
effectuées.

Essai Uay -~ Traction

Cet essai eft 5 i 21 de la

choisie parmi les suivantes:

TABLEAU V

ctio \hnezfﬁge Diamétre correspondant Force
pour les fils de section
<i: circulaire

2 (mm) (N)

N s < 0,05 a<o0,25 1
0,05 < s £ 0,07 0,25 <4 £0,3 2,5

0,07 <s £0,2 0,3 <d<f0,5 5

0,2 <s<fo,5 0,5 <d£0o0,8 10

0,5 <s<£1,2 0,8 <d<X1,25 20

1,2 <s 1,25 < d 40

Essai Uag - Poussée

Cet essai ne s'applique qu'aux connexions subissant une poussée lors du
montage du dispositif.

Cet essai est conforme 2 l'essai Uay de la Publication 68-2-21 de la
CEI avec les modalités suivantes:
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4.12 Overload

4.12.1 The measurements prescribed in the relevant specification shall be
made.

4.12.2 The resistor network shall be in free air at an ambient temperature of

between 15 °C and 35 °C. A voltage shall than be applied to the termi-
nations of the resistor network as prescribed in the detail specifica-
tion. The value of the voltage and the duration of its application
shall be as prescribed in the relevant specification.

4.12.3 After recovery for not less than 1 h and no more than 2 h, the resistor
networks shall be visually examined. There shall be no visible damage
and the marking shall be legible.

The measurements prescribed in the relevant specification shall be
made

4.13 Robustness of terminations

and Ud of
blied to
ns tested

The resistor networks shall be subjected to Tes
IEC Publication 68-2-21, as applicable. Te Ua
one of each five terminations on the ne
for each network shall be varied so t
been tested in the test sample. The
mination shall be used for the teg

gction of the ter-

4.13.1 The measurements presc
made.

pecification shphll be

4.13.2 Test Uaj; - Tensile

This test is 4 aj of IEC Publication p8-2-21
with the foillo

The forcel a n from the following:

TABLE V
omyn Q ;;§<,//V Corresponding diameter Force
tion axea for circular-section
terminations
< \mm (mm) (N)
N

s < 0,05 d £0,25 1

o, s £ 0,07 0,25 < d £0,3 2,5
0,07 < s 0,2 0,3 <d<X0,5 5
0,2 <s <o0,5 0,5 <d<fo,8 10
0,5 <sX1,2 0,8 <d<f1,25 20
1,2 <S8 1,25 < 4 40

4,.13.3 Test Uag — Thrust (push test)

This test is performed only on those leads which support thrust when
the device is being mounted.

This test is in accordance with test Uaj; of IEC Publication 68-2-21
with the following requirements:
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PN

La force appliquée a chaque connexion est choisie parmi les suivantes:

TABLEAU VI

Section nominale Diamétre correspondant Force

(1) pour les fils de section

circulaire

(mm?) (mm) (N)

s £0,05 d £0,25 0,25
0,05 < s £ 0,07 0,25 < d £ 0,3 0,50
0,07 < s £0,2 0,3 <d<f0,5 1
0,2 <s f0o,5 0,5 <dfo0,8 2
0,5 <sf1,2 0,8 <df1,25 4
1,2 <8 1,25 < d 8

(1) Pour les connexions cylindriques ou plates, (la's géh\;héorique
est la valeur nominale donnée dans la spégification™du tpmposant.

4.13.4 Pliage

4,.13.4.]1 Sorties par fils individuels ou mépla

-

Cet essai est conforme a l'essai U
de la CEI avec les exigences sui

a Publicatlion 68-2-21

les suivantes:

Diamétre correspondant Force

pour les fils de

section circulaire

(mm) (N)
x 1073 a £o0,25 0,5
x 1073 0,25 < d £ 0,3 1,25
x 1072 0,3 <dfo,5 2,5
x 1071 0,5 <d<fo,8 5
x 10~} 0,8 <d<f1,25 10
1,25 < 4 20

4.13.4.2 Rangées de sorties (pliage simultané)

Cet essai est conforme 3 l'essai Ub de la Publication 68-2-21 de la CEI,
paragraphe 4.5.2.3, le pliage simultané est applicable 3 des rangées de
sortie qui:

a) ne sont pas destinées & étre pliées par l'utilisateur et/ou

b) sont préformées pour montage.

Pour les spécimens ayant plus d'une rangée de sortie, l'essai doit étre
appliqué rangée par rangée.
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The applied force per lead shall be taken from the following:

TABLE VI
Nominal cross- Corresponding diameter Force
sectional area (1) for circular cross
section terminations

(mum?) (mm) (N)

s £0,05 d £0,25 0,25
0,05 < s £ 0,07 0,25 <d £0,3 0,50
0,07 < s £0,2 0,3 <df0o0,5 1
0,2 <s<fo,5 0,5 <d<fo,8 2
0,5 <s 1,2 0,8 <d<£1,25 4
1,2 <S 1,25 < 4 8

bretical
g the

(1) For circular or flat cross section
cross section area is equal to the
component specification.

4.13.4 Bending

4.13.4.]1 1Individual wire or strip terminati

lication

Diameter of Force
corresponding
round leads
(mm) (N)
d £0,25 0,5
0,25 <d £0,3 1,25
0,3 <da<fo,5 2,5
0,5 <d<fo0,8 5
0,8 <dXf1,25 10
% 1,25 < d 20

4.13.4.2 Row of terminations (Simultaneous bending)

This test is in accordance with Test Ub of IEC Publication 68-2-21,
Sub-clause 4.5.2.3, Simultaneous bending, and is applicable to rows of
terminations that:

a) are not intended to be bent by the user and/or

b) are preformed for mounting

For specimens having more than one row of terminations, the test shall
be applied to each row in turn.
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a) Aprés chacun de ces essais, les réseaux de résistances doivent étre
examinés visuellement. Ils ne doivent pas présenter de dommage
visible.

b) A la fin du dernier essai, les mesures prescrites dans la spécifi-
cation applicable doivent étre effectuées.

Soudabilité

Ces essais sont destructifs sauf s'ils n'altérent pas les revétement de
la connexion ou, dans le cas de circuits destinés 3 étre livrés, si le
client accepte les spécimens d'essais de soudabilité. L'utilisation de

piéces rejetées ou contrdle électrique est autorisée.

Si nécessaire, un vieillissement accéléré peut étre spécifié avant
l'essai

La spécification particuliére doit prescrire le He vieil-

lissement si applicable.

blication
iage
£ 3) telle

Les réseaux de résistances sont soumis 3
68-2-20 de la CEI en utilisant soit la n
(méthode 1), soit la méthode de la go
que prescrit dans la spécification

Si la méthode du bain d'alliage
suivantes s'appliquent;

ps exigences

it rement,
moitié
con-

hiers
uf autre
rticuliére.

rossissement de 10 x, la surface trempée doit étre
ouche de soudure lisse et brillante ne présentant pas
imperfections dispersées (approximativement 10%)| telles
épingle ou régions non mouillées ou démouillées.| Ces im-
s ne doivent pas étre concentrées dans une seule riégion.

2 2 2

iée, les
exigences suivantes s'appliquent:

Point d'application: 5 + 1 mm & partir du corps.

Sélection de connexions: S'il y a lieu, deux sorties de chaque spécimen
faisant partie de l'échantillon doivent subir
l'essai. Les sorties doivent étre choisies par
permutation circulaire, par exemple les numé-
ros des sorties 1 et 2 sur le premier spécimen
et les numéros 3 et 4 sur le second spécimen,
et ainsi de suite.

Exigences: la soudure doit mouiller la connexion en moins de 2,5 s.
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4.14

4.14.1

4.14.2

4.14.3
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a) After each of these tests, the resistor networks shall be
examined. There shall be no visible damage.

visually

b) At the conclusion of the last of these tests the measurements

prescribed in the relevant specification shall be made.

Solderability
These tests are destructive except where the lead finish is not mate-
rially altered by the solderability tests or in the case of circuits to

be shipped, the customer is prepared to accept the solderabi
samples. Use of electrical rejects is permitted.

When considered necessary,
the test.

accelerated ageing may be specifi

lity test

ed prior to

The detail specification shall prescribe the agei

Resistor networks shall be subjected to test Z

requirements apply:

e—last 12,5 mm of the
nless otherwise specifi

Bath tempera

and bright coating with no more than
scattered imperfections such as pin-h

icable.

ication

68-2-20 either using the solder bath method solder
globule method (Method 3) as prescribed by t ification.
When the solder bath method (Method 1 lowing

to a point

o half the length,

free end
ed in the

magnification, the dipped surface shall be

races
oles or

er globule method (Method 3) is specified, the |following
application: 5 + 1 mm from the body.
Termination selection: when applicable, two terminations on each

specimen comprising the sample shall be tested.
The terminations shall be selected in a cyclic
manner, for instance terminations number 1 and 2
on the first specimen, numbers 3 and 4 on second
specimen and so on.

Requirement: the solder shall wet the termination within 2,5 s.
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4.15 Résistance 3 la chaleur de soudage

4,.15.1 Si le séchage est demandé par la spécification particuliére, celle-ci
doit préciser la méthode a utiliser (méthode I ou II du paragraphe
4.3).

Lorsque l'essai de résistance & la chaleur de soudage est effectué
immédiatement aprés l'essai de soudabilité, le séchage peut étre
effectué avant 1'essai de soudabilité. Les mesures prescrites dans la
spécification applicable doivent étre effectuées.

4.15.2 Les réseaux de résistances doivent alors é&tre soumis 3 l'essai Tb,
méthode 1A ou 1B de la Publication 68-2-20 de la CEI selon les

prescriptions de la spécification applicable avec les ex1gen?es
suivantes:

partlcullere

Profondeur d'immersion:

articuliére.

4.15.3 Aprés une reprise de 2
examinés visuellemen
et le marquage doit ét

ivent étre

Les mesures prescrite ent étre
effectuées. <:;\\(:~\\\ém
4,16 Variations rapides de t
4.16.1 \Q ent &tre
4.16.2 5 ésistances doivent étre soumis aux conditiorns de

ication 68-2-14 de la CEI pendant cing |cycles.
contraire de la spécification applicable, [la durée
acune des températures extrémes est de 30 min.

x/de résistances sont ensuite placés dans les conditions
phéxiques normales de reprise pendant un temps qui ne doit pas

4.16.3 Aprés reprise, les réseaux de résistances sont examinés visuellement.
Ils ne doivent pas présenter de dommage visible.

Les mesures prescrites dans la spécification applicable doivent étre

effectuées.
4,17 Chocs
4.17.1 Le réseau de résistances est monté selon les indications de la spécifi-

cation applicable.

4.17.2 Les mesures prescrites dans la spécification applicable doivent étre
effectuées.
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4.15

4.15.1

4.15.2

Resistance to soldering heat

If drying is called for in the detail specification it shall be stated
whether Procedure I or Procedure II of Sub-clause 4.3 shall be used.

When the resistance to soldering heat test is to be applied immediately
after the solderability test, the drying procedure may be performed
prior to the solderability test. The measurements prescribed in the
relevant specification shall then be made.

The resistor networks shall then be subjected to test Tb, Method 1A or
1B of IEC Publication 68-2-20 as prescribed in the relevant specifi-
cation, with the following requirements:

A heat shield may be used where it is specified in the detail
specification

Immersion depth: Up to the seating plane, if any, to a point

2+0 mn from the body or th,

= 0,5 whichever is the

For flexible leads the 13 free end
shall be immersed, u S 3 z ifiled in the

After recovery for 24 1+ 4 h the isually
examined. There shall be no vj and the marking shall be
legible.

The measurements pres
made.

Rapid change of tempe atugs:i>

The measureme D ed in

all be

relevant specification sHhall be

be subjected to Test Na of IEC Hublication
Unless otherwise specified in the relevant
on of the exposure at each of the extremes of

porks shall then remain under standard atmogpheric
ecovery for not less than 1 h nor more than |2 h.

all be

Shock

The resistor network shall be mounted as indicated in the relevant
specification.

The measurements prescribed in the relevant specification shall be
made.
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